TECNICAS DE PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA OBSERVACAO
DE FILMES FINOS DE SILICETOS POR MICROSCOPIA ELE-
TRONICA DE TRANSMISSAO.
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Recentemente tem sido intensificado o estudo de
silicetos visando sua- aplicacao em VLSIC. A MET
tem-se revelado bastante atraente para a caracteri
zacao de fases de silicetos e a observacao de in -
terfaces entre os materiais envolvidos na sua for-
magao,entre outros aspectos.

Um dos problemas a se enfrentado no estudo de
filmes finos de silicetos € a preparagao de amostra
para MET,p01s as amostras devem possuir um diametro
maximo de 3 mm e uma espessura inferior a 4000 2 na

regido de interésse .Em nosso estudo podemos nos va

~ler de 3 tipos de amostras,quals sejam:

a)Amostras Longitudinais- regides da lamina de Ssi ,
contendo o siliceto ,pode ser afinada por ataque
‘quimico pela face oposta ao siliceto,utilizando uma
solugdo de nove partes de HNO, (60%)e uma parte de
HF (48%). Como exemplo deste %ipo de amostra, mos -
tramos uma micrografia de siliceto de titanio(figl)
b)Amostras transversais-a preparacao deste tipo de
amostras obedece as seguintes etapas: 1- sobreposi-
gdo de seis a sete pedacos de laminas de Si conten-
do o siliceto na superficie; 2- embutimento em epo-
Xy para obtengao de um bloco; 3- corte deste bloco
em fatias contendo as interfaces siliceto/Si/epoxy
- siliceto/Si/epoxy...; 4--afinamento mecanico das
fatias até uma espessura de 50um; 5- afinamento

por feixe idnico até uma espessura de 3000
c)Obtencdo direta de um filme fino de siliceto -
para a obtencao deste tlpO de amostra adotamos o
procedimento: 1-deposicao de Si e de metal sobre

um substrato de NaCl ou KBr; 2-dissolucdo do subs
trato em agua; 3-"pescagem" do filme fino em telas
de Mo ou W; 4-tratamento termico "in situ" ao MET.
A figura 2 mostra uma micrografia eletronica do
sistema SiOz/Al sobre telas de Cu.
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Cada um destes trés tipos de amostras & impor -
tante para o estudo de silicetos por microscopia
eletrdnica de transmissdo, sendo que o tipo de a =
mostrs a ser utilizado dependera da caracteristi- -
ca que se deseja observar. o Ty e
( A barra em cada micrografia corresponde a 1pm )




